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IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vopabulary
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For graphical symbols, and letter symbois anpd signs
approved by the IEC for general use, readers are
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —
CIRCUITS INTEGRES

Vingt et uniéme patrtie:
Section un: Spécification particuliére cadre
pour les circuits intégrés a couches
et les circuils integrés hybrides a couch
sur la base des procédures d’homologati

AVANT-PROPOS

bar des
briment

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concernede
Comités d’'Etudes ol sont représentés tous les Comités natjerat

2) Ces décisions constituent des recommandations ipternation 6 bar les

3) Dans le but d’encourager 'unification integnationate ) ionaux

: atioh de la CEl, dans a mesure|ot les
la recommandation de la CE!l et 1a régle
dtre indiquée en termes clairs dang cette

conditions nationales le permettent. Tdute divergence entre

hationale correspondante doit, dans la me du“possible,
Horniére.

La 6 & e\Sous-Comité 47A: Circuits intégrés, du Qomité
d’E : Db iconducteurs.

Cef pécifi articuliére cadre pour les circuits intégrés a couiTces et
les agré ides\a couches dans le domaine du Systéme CE[ d’assurance de
lag

Le

Régle des Six Mois Rapport de vote
A7A(BC)182 47A(BC)227

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numero de spécification dans le Systéme CEl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES —
INTEGRATED CIRCUITS

Part 21:
Section One: Blank detail specification
for film integrated circuits and

hybrid film integrated circuits
on the basis of qualification approval procedur

FOREWORD
1) The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared gchni Committees on
which pll the National Committees having a special interest therginare rep Y , as nearly ag

possibje, an international consensus of opinion on the subjects dealt with:

2) They have the form of recommendations for internationdl \use 2 o_accepted by the National

Commijttees in that sense.

3) In order to promote international unification, oxpresses the _wish that all National Committees
adopt the text of the |EC recommendationtor the' nationakrules in so far as national conditions will

should
permit
far as

This stdg 9 ub>Committee 47A: Integrated circuits, of IEG
Technic

This sta i ptai ification for film integrated circuits and hybrid film inte}
grated c¢ircuits i ) Quality Assessment for Electronic Components

(IECQ).

The texi

Six Months' Rule Report on Voting

47A(CO)182 47A(CO)227

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting

Report indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —
CIRCUITS INTEGRES

Vingt et uniéme partie:
Section un: Spécification particuliére cadre
pour les circuits intégrés a couches
et les circuits intégrés hybrides a couches
sur la base des procédures d’homologation

INTRODUCTION

Une spécification particuliére cadre est un document complé Aire a Sf 'lication
inlermédiaire. Elle décrit les exigences pour le modéle et { 1 i pécifi-

D

o
Lg
ay

b de la
bndent

Id
i lati d isation sous I'autorité duquel la spécification
ps i
2 s p - cification particuliére, date d'édition et toute autre
inf
[3
[4

bnale.

1d|

[5

[6 Information sur la technologie de base (si applicable).

{7 Dessin avec dimensions principales importantes pour l'interchangeabilité gt/ou la
référence aux documents nationaux ou internationaux d’encombrement. Ce dessin peut,
au choix, figurer en annexe a la spécification particuliére.

[8] Niveau d’assurance et pour les circuits le suffixe «N» si des composants rapportés
«non qualifiés» sont utilisés.

9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre une
comparaison entre les différents types de circuits lorsqu’il s’agit d'une gamme de types.

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés & guider le rédacteur de la
spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]
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INTRODUCTION

A blank
contain

In the

specifid

Numbe
items o

Identifiq

(1l

fication|is drafted.

[2

3
(4]

ldentifi

(5]
[6]
[7]

The IEC &
any further informatijo

SEMICONDUCTOR DEVICES —
INTEGRATED CIRCUITS

Part 21:
Section One: Blank detail specification
for film integrated circuits and
hybrid film integrated circuits
on the basis of qualification approval procedure

nformation ontypical construction (where applicable).

An‘outline drawing with main dimensions which are of importance for interchang

g

d

F-

ability and/or reference to the national or international documents for outlines. Alterna-
tively, this drawing may be given in an appendix to the detail specification.

[8] Assessment level and for circuits the suffix "N" if "non-qualified™ added components
are used.
[9] Reference data on the most important properties to allow comparison between the

various circuit types when a range of types is concerned.

{Throughout this standard the texts given in square brackets are intended for guidance to the specification
writer and shall not be included in the detail specification.]
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{Nom (adresse) de I'ONH responsable (et {11 [N° de la spécification particuliére IECQ, 121
éventuellement de I'organisme auprés plus n°® d'édition et/ou date.]
duquel la spécification peut dtre obtenue).] Qc 760101-...
. d ficati 4
COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE [3] [Numéro national de la spéeification 41
particufiére.]

CONTROLEE CONFORMEMENT A:

Spécification générique:
Publication 748-20 / QC 760000

[Cette case n'a pas besoin d'étre utilisée si le
numéro national est identique au numéro IECQ.]

Spécification intermédiaire:
Publication 748-21 / QC 760100

[at références nationales si elles sont différentes].

—

Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: CIRCUITS INTEGRE
CIRCUITS INTEG

[5]

CE!l 191-2 ... [obligatoir
nationales [s il n'existe

fpeut 8tre transfére
détails, a I'a

Marquage: [lettres 6t chiffres]
Lasspécification particulidre doit indiquer les
nformations & marquer sur le dispositif.]

{6l
tériau du substrat: [AI203]
ncapsulation: [boitier avec ou sans cavité]
Catégories d'assurance de la qualité [8]

[A choisir dans le paragraphe 3.4 de la spécifi-
cation générique.}

Données de référence 9]

{Voir le paragraphe 2.6 de la spécitication
générique et/ou l'article 4 de cette norme.]

Se reporter a la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les compo-
sants conformes & cette spécification particulidre sont homologués.
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[Type niimber(s) of the relevant device(s).]
Ordering information: see clause 5 of this standard.

AN

[Name (address) of responsible NAI 1 [Number of IECQ detail specification, (21
(and possibly of body from which plus issue number and/or date.]
specification is available).] Qc 760101-
ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED [3] [National number of detail specification.] [4}
QUALITY IN ACCORDANCE WITH: [This box need not be used if national
Generic specification: number repeats {ECQ number.]
Publication 748-20 / QC 760000
Sectiongdl specification:
Publicatjon 748-21 / QC 760100
[and natjonal references if different.].
DETAIIL SPECIFICATION FOR: FILM INTEGRATED CIRCUI D 5]

HYBRID FILM INTEGRATED C

AXYD

Mechdnical description

Outlind references:
IEC 19-2 ... {[mandatory if available
and/or pational [if there isno i

Outlind drawing (see table|1)

[may be transferred 16 ar given with
details |in clause 7 © stafdard].

[Draw

Termirjl‘al identification
i
includi

Marking: {letters and figures]
[The detail.specification shall prescribe the

P

(6}

ort'de

Qbstra material: [A1203]

Encapsulation: [eavity or non-cavity].

ription

{8l

Categories of assessed quality

[From subciause 3.4 of the generic
specification.]

informafion to be marked on the device, [t any.]
[See subclause 2.6 of generic specification
and/or clause 4 of this standard.]

Reference data 197

the current Qualified Products List.

information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in
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Notes
1 Les détails non dimensionnés n’affectent pas les caractéristiques des dispositifs.
2 Les connexions sont {ne sont pas) destinées & étre soudées.

3 Les connexions sont (ne sont pas) destinées aux applications pour circuits imprimés.

Tableau 1

Si une gamme de circuits a la méme fonction fondamentale, la mdme technolegie de fabrication et la méme

encapsulation,ce-tableau donna las différances des caractéristigues.
f\

Ld liste des circuits homologués en vigueur indique I'existence de circuits hamologiés 's M spécifi-

cdtion particuliére.

o
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Notes
1 The non-dimensioned details do not affect the performance of the circuit.

2  The terminations are (not) suitable for soldering.

3 The terminations are (not) suitable for printed wiring applications.

Table 1

Where a range of circuits have the same basic function and are made in the same technology and encapsula-

tion, this table will be used to detail the differences in characteristics.

urrent qualified circuits list for the availability of catalogue circuits qualifi

a

See the ¢

o
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1 Caractéristiques et conditions d’utilisation

La spécification particuliére doit donner toute information nécessaire pour décrire convena-
blement les caractéristiques suivantes:

1.1 Performance et conception du circuit
i) Schéma du circuit.

ii) Valeurs des résistances et des capacités, tolérances, appariement absolu, relatif,
puissance dissipée, coefficient de température des résistances/coefficient de

temperature des condensateurs, siapplicabte:

iii) Limites de la résistance des conducteurs, si applicable.

iv) Circuit d’essai ou méthode et limites des performances.
v) Composants rapportés (voir le paragraphe 3.6.2 de la s

s

2 Conditions limites d'utilisation
Ekemples:

Dimensions du boitier

Gamme des températures de fopctionne((
Gamme des températures de
Vibration, choc, secousses, ...,
Catégorie climatique

Tension maximale

doit étre
précisée.

3 Courb@ rédit

ah

de ia fication intermédiaire.
e deréduction est donnée dans la spécification particuliére.)

—

3 _\Documents de référence

- Spécification générique: Publication 748-20/QC 760000 de la CEI.
- Spécification intermédiaire: Publication 748-21/QC 760100 de la CEI.

Les ONH rédigent cet article en faisant référence a tous les documents, toutes les
recommandations ou spécifications mentionnées directement dans le document national
équivalent a la présente norme.

4 Marquage

Le marquage du circuit et de I'emballage primaire doit étre conforme aux exigences du
paragraphe 2.6 de la spécification générique.
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1 Characteristics and conditions of use

The detail specification shall give all the information needed to adequately describe:

1.1 The performance and design of the circuit
i) Schematic circuit diagram.

i) Resistor and capacitor values, tolerances, matching, tracking, power dissipation,
temperature coefficient of resistors and capacitors, where applicable.

iii) Limitations on resistance of conductors where applicable.
iv) Tlest circuit or method and performance limits.

v) Added components (see subclause 3.6.2 of the generic specific
1.2 Limiting conditions of use
Examples:

Paclage dimensions

Opefating temperature range

StorIge temperature range
Vibr
Climgtic category

tion, shock, bump, ..., severities

Maximum voltage.

NOTH - Any significant|i
stated.

1.3 Derating cu@

See subclause 2.
(Where|applicable, ©

2 Reg¢ommended\s

in accordance with subglause 2.3.2 of the sectional specification.

3 Related documents

- Generic specification: Publication IEC 748-20/QC 760000.
- Sectional specification: Publication IEC 748-21/QC 760100.

National Authorized Institutions will complete this clause, making reference to any docu-
ments, recommendations or specifications directly referred to in their national equivalent
of this standard.

4 Marking

The marking of the circuit and primary package shall be in accordance with the require-
ments of subclause 2.6 of the generic specification.
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NOTE - Les détails du marquage du circuit et de I'emballage primaire doivent étre donnés de fagon
compléte dans la spécification particulidre.

5 Renseignements a donner dans les commandes

Les commandes de circuits couverts par cette spécification doivent contenir les informa-
tions suivantes:
1) Circuit intégré a couches ou circuit intégré hybride & couches.

2) Numéro de la spécification particuliére avec la référence du modéle et le niveau
d’assurance, si approprié.

3) Fonction du circuit, si approprié.

6| Rapports certifiés des lots acceptés

6.1 Circuits catalogues

a

Les rapports certifiés de lots acceptés doivent &
spécification générique.

1 de la

62 Circuits fabriqués a la demande

La spécification particuliére doit/ définir e
{ de se référer au paragraphe (3.7.3.2

c d@u

d

7

La spécificati iculiere domner des renseignements (qui ne sont pas nprmale-
i 3 procédure de contréle) tels que schémas, cpurbes,

m
d arifier la spécification particuliére.

as exigences complémentaires ou plus sévéres ne devraient étre spécifibes que si glles sont
essentielles.

9 Exigences de controle {voir tableaux 2 et 3)
- Pour I'homologation, la procédure doit étre conforme & la spécification inter-
médiaire.

- Pour le contréle de la conformité de la qualité, le programme d’'essai comprend
Péchantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences.

Dans les tableaux 2 et 3:

- Les numéros des paragraphes des essais et exigences de contrdle renvoient a la
spécification générique.

- Les niveaux d'assurance (NC et NQA) donnés dans le tableau 3 de la spécification
intermédiaire sont & mettre dans la spécification particuliere.
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- The details of the marking of the circuit and primary package shall be given in full in the detail

specification.

5 Ordering information

Orders for circuits covered by this specification shall contain the following information:

1) Fil

m integrated circuit or hybrid film integrated circuit.

2) Number of the detail specification with type reference and assessment level, if

appro

3} Function of the circuit, if appropriate.
4) Bdgsic functional characteristics with tolerance, if appropriate.

6 Certi

6.1 Ca

Certified
cation.

6.2 Cu

The deta'll specification shall define the rg

custome

7 Addi

The deta

fied by the inspectio

the clarif

8 Addi

genetic e

NOTE

priate.

ffied records of released lots

alogue circuits

records of released lots shall conform to sub generic specifi-

stom-built circuits

quiremenis ertified records of released lots;
s are advised to refer to subclause 3@ okthe generic specification.

tional informatio

ji speciﬁcatl:; 1

ion (which is not normally required to be veri-
ircuit diagrams, curves, drawings and notes for

liona i as grities or requirements to those specified in the
pecification

- Additionalqr increased requirements should be specified only when essential.

9 Inspection requirements (see tables 2 and 3)

- For Qualification Approval, the procedure shall be in accordance with the sectional
specification.

- For quality conformance inspection, the test schedule includes sampling, periodi-
city, severities and requirements.

In tables

2 and 3:

- Clause numbers of tests and performance requirements refer to the generic specifi-

cation

- Inspection levels and acceptable quality levels given in table 3 of the sectional
specification are to be inserted in the detail specification.
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Dans ces tableaux:

p = périodicité (en mois)

n = effectif de I'échantillon

c = critére d’acceptation (nombre de dispositifs défectueux autorisés)

D = destructif

ND =non destructif

NC = niveau de contrdle CEl 410

NQA = niveau de qualité acceptable

Tableau 2
D >( gences
Nun.1éros des paragra’phes: ou Conditions d’essai de

essais ot séquences d'essais ND contrdle
Yélection \ \>
Voir tableau 4 de la spécification ND Exigée/
intermédiaire Q on exigée

2\ A

Groupe A Q NC NQA
A effectuer par échantilionnage,
lot par lot

fous-groupe A1

8
4.3.2 Examen visuel externe
et de marquage (\ /_\
N N_)

Sous-groupe A2
4.1

Caractéristiques

Groupe B \F,>
A effectuer par échantillonnage,
!

bt pdr lot
Sous-grovpe-B+ D
4.5.10 Soudabilité

(Note 2) (Note 3)

Sous-groupe B2 ND
4.3.3 Dimensions

Pour les notes, voir la page 18.
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In these tables:

-15—

p = periodicity (in months)

n = sample size

c = acceptance criterion (permitted number of defective devices)

D = destructive

ND = non-destructive

IL = inspection level IEC 410

AQL = acceptable quality level

Table 2
(@AN
D speocti
Clause numbers, tests or Conditions of test roquitentonts
dnd test sequences ND
Screening & \
See tablg 4 of sectional ND Required/
specificafion (7 Notrequired
"
Group A i AQL
To be copducted on a sampling basis,
lot by lot
Sub-grodp A1 ND
4.3.2 External visual and marking &
gxamination
/\ /-\

Sub-groyp A2
4.4.11 ajor static and dynami

lectrical characteristics
t room tempe Pe

ote 1)

Sl

Sub-groy
4.4.11
q

t

Group B
To be copducted on a sampling basis,

lot by lot

Sub-group B1
4.5.10 Solderability
(Note 2) (Note 3)

Sub-group B2
4.3.3 Dimensions

ND

For notes, see page 19.
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Tableau 3
D Effectif ot Exigences
Numéros des paragraphes: ou Conditions d’essai critére de
essais et séquences d’'essais ND d'acceptation contrdle

Groupe C pin }c
A effectuer par échantillonnage,
suivant la périodicité prescrite
Sous-groupe C1 ND
4 A-+1—Caractéristiques-Sloetriques

statiques et dynamiques /\

principales aux températures

extrémes de fonctionnement \ (\
Spus-groupe C2 D/ \>
Stiquence (Note 4) (Note 5) ND

Mesures initiales

4/5.6 Vibration, balayage de
fréquence et

4|57  Accélération constante
ou (Note 6)

4156.5 Choc et

4|57  Accélération constante

Mesures finales

4411

Sous-groupe A2

Sotis-groupe A2

CTLS

Seus-groupe C3
Skquence
Mesures initiales
4/5.11 Résistance 2 la chaleur
de soudage

5.15.2 Résistance aux
(Note

6.8 Variati o t
5.3 Chaleur hy 8

contin
Mesures finale

4

& b

M ™N>

Sousygroupe A2

4.5.9 Etanchéité (Note 4)
4.4.11 Sous-groupe A2
4.3.2 Examen visuel

externe et marquage

S ous-grow
§équence
N

ND

losures initiales 4.4.11 Sous-groupe A2
452 Froid Température: ... °C
4.5.1 Stockage & haute température Température: ... °C
Mesures finales 4.4.11 Sous-groupe A2
Groupe D
A effectuer par échantillonnage,
suivant la périodicité prescrite
Sous-groupe D1 D

Mesures initiales
4514 Endurance: 1000 h

Mesures finales

4.4.11 Sous-groupe A2

4.4.11 Sous-groupe A2
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Table 3

Clause numbers, tests
and test sequences

or Conditions of test

ND

Sample size
and criterion
of acceptability

Inspection
requirements

Group C

To be conducted on-a sampling basis
at prescribed periodicity

Sub-group C1

ND

4.4.11 Mejor-static-and-dynamic

electrical characteristics at
ektreme operating
gmperatures

-

G

c2

(Note 4) (Note 5)
surements

bration, swept frequency
hd

bcoleration, steady-state
(Note 6)

4.55 hock and

4,57 cceloration, steady-state
Final measurements

Sub-groug
Sequenc

Initial me3
456 V

a
457 A
o
]
A

D/
ND

4.4.11

Sub-group A2 <

%

Sub-groug C3

Sequenc

Initial megsurements

4.5.11 Rpsistance to solderin

heat

4.5.15.2 Resistance to splvents
(Note 8)

4.5.8 Change of tem u

4.53 Dpmp heat, steady<tat

(Note 7)
Final meagurements

<\( «d

Sealing (Note 4)
Sub-group A2
External visual
examination and

Initial measurements
4.5.14 Endurance: 1 000 h

Final measurements

\ marking
Sub-groug C4 \> ND
Sequence)
Initial megsurements 4.4 11 Sub-group A2
452 Cpid Temperature: _ °C
4.56.1 Storage at high temperature Temperature: ... °C
Final measurements 4.4.11 Sub-group A2
Group D
To be conducted on a sampling basis,
at prescribed periodicity
Sub-group D1 D

4.4.11 Sub-group A2

4.4.11 Sub-group A2
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